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【手続補正書】
【提出日】平成25年5月15日(2013.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この発明に係る画像処理方法は、欠陥画素検出対象画素を含む所定サイズのブロックの
平均信号値と、欠陥画素検出対象画素の信号値との差分絶対値に対して、第一のしきい値
と第一のしきい値より大きい第二のしきい値とによって欠陥画素検出対象画素が欠陥画素
であるか否かを判定する欠陥画素判定ステップと、差分絶対値が、第一のしきい値より大
きく第二のしきい値より小さい場合は静的補正方法により補正処理を行うと判定し、差分
絶対値が第二のしきい値より大きい場合は動的補正方法により補正処理を行うと判定する
登録画素判定ステップとを備えたものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　この発明の画像処理方法は、不明瞭な欠陥画素を静的補正の対象と判定し、明瞭な欠陥
画素を動的補正の対象と判定するようにしたので、静的補正用の欠陥画素アドレスメモリ
を省メモリ化でき、かつ、動的補正における欠陥画素の補正漏れや欠陥画素補正に起因す
る解像度低下を防止することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　欠陥画素検出対象画素を含む所定サイズのブロックの平均信号値と、前記欠陥画素検出
対象画素の信号値との差分絶対値に対して、第一のしきい値と当該第一のしきい値より大
きい第二のしきい値とによって前記欠陥画素検出対象画素が欠陥画素であるか否かを判定
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する欠陥画素判定ステップと、
　前記差分絶対値が、前記第一のしきい値より大きく前記第二のしきい値より小さい場合
は静的補正方法により補正処理を行うと判定し、前記差分絶対値が前記第二のしきい値よ
り大きい場合は動的補正方法により補正処理を行うと判定する登録画素判定ステップと
　を備えた画像処理方法。
【請求項２】
　欠陥画素検出対象画素を含む所定サイズのブロックの平均信号値と、前記欠陥画素検出
対象画素の信号値との差分絶対値が、所定のしきい値を超える場合は、前記欠陥画素検出
対象画素が欠陥画素であると判定する欠陥画素判定ステップと、
　前記欠陥画素が、独立した画素として存在する単キズであるか、連続した画素として存
在する連キズであるかを判定する連キズ判定ステップと、
　前記連キズ判定ステップでの判定結果が連キズであった場合は、静的補正方法により補
正処理を行うと判定する登録画素判定ステップと
　を備えた画像処理方法。
【請求項３】
　欠陥画素判定ステップでは、第一のしきい値と、当該第一のしきい値より大きい第二の
しきい値とを設け、これら第一及び第二のしきい値との比較により判定を行い、
　登録画素判定ステップでは、単キズの差分絶対値が前記第一のしきい値より大きく前記
第二のしきい値より小さい場合は静的補正方法により補正処理を行うと判定する
　ことを特徴とする請求項２記載の画像処理方法。
【請求項４】
　欠陥画素検出対象画素を含む所定サイズのブロックの平均信号値と、前記欠陥画素検出
対象画素の信号値との差分絶対値に対して、第一のしきい値と当該第一のしきい値より大
きい第二のしきい値とによって前記欠陥画素検出対象画素が欠陥画素であるか否かを判定
する欠陥画素検出部と、
　前記差分絶対値が、前記第一のしきい値より大きく前記第二のしきい値より小さい場合
は静的補正方法により補正処理を行うと判定し、前記差分絶対値が前記第二のしきい値よ
り大きい場合は動的補正方法により補正処理を行うと判定する登録画素判定部と
　を備えた画像処理装置。
【請求項５】
　欠陥画素検出対象画素を含む所定サイズのブロックの平均信号値と、前記欠陥画素検出
対象画素の信号値との差分絶対値が、所定のしきい値を超える場合は、前記欠陥画素検出
対象画素が欠陥画素であると判定する欠陥画素検出部と、
　前記欠陥画素が、独立した画素として存在する単キズであるか、連続した画素として存
在する連キズであるかを判定し、当該判定結果が連キズであった場合は、静的補正方法に
より補正処理を行うと判定する登録画素判定部と
　を備えた画像処理装置。
【請求項６】
　欠陥画素検出部では、第一のしきい値と、当該第一のしきい値より大きい第二のしきい
値とを設け、これら第一及び第二のしきい値との比較により判定を行い、
　登録画素判定部では、単キズの差分絶対値が前記第一のしきい値より大きく前記第二の
しきい値より小さい場合は静的補正方法により補正処理を行うと判定する
　ことを特徴とする請求項５記載の画像処理装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項３のうちのいずれか１項記載の画像処理方法をコンピュータに実行
させるための画像処理プログラム。
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